
Posudek
k bakalar ske praci

Pffprava tenkych vrstev CeO2 a jejich charakterizace metodou rastrovaci
tunelove mikroskopie (STM)

Vypracovane Filipem Dvofakem

Praceje strucne apfehledne napsana. Po formalni strance obsahuje vsechny nalezitosti, ktere
by mela bakalafska prace mit a obsahuje jen minimum tiskovych chyb. Zvlaste ocenuji, ze
autor i pfes technicke obtize ziskal a prezentoval puvodni vysledky. Planovany cil (pfipravit a
pozorovat pomoci STM orientovanou vrstvu Ce02 na Cu(l 11)) se sice nepodafilo dosahnout,
nicmene autor analyzoval situaci a navrhl feseni. Autor take prokazal sirsi seznameni
s problematikou, o cemz svedci seznam literatury a diskuze vysledku mefeni.

Jako drobny nedostatek povazuji vysvetleni principu manipulatoru v konstruovane aparature,
ktere neni zcela srozumitelne. Jako mozne elegantni feseni navrhuji pfipojit kratke video
zachycujici cinnost manipulatoru na disk CD-ROM, ktery byl k praci pfilozen.

V popisu experimentu chybi udaj o torn, zda je uvadene napeti pfi skenovani pfilozeno na
hrot, nebo na vzorek (tedy zda je obraz v obsazenych nebo neobsazenych stavech).
Experiment b)'l navic proveden jen pro jednu polaritu napeti.

Otazka pro autora:

U ostruvku nekterych materialu, vcetne Ce02; byl pozorovany ,,interface" efekt.
Neni mozne, ze );ostruvky obklopene prohlubnemi", napf. na obrazku 4, profil 2, ve
skutecnosti nejsou obklopene prohlubnemi, ale tmave oblasti jsou prave zmineny interface?
Jak by bylo mozne to pomoci STM rozpoznat?

Praci celkove hodnotim jako vybornou a doporucuji k obhajobe.

VPrazedne6. 6. 2008

Mgr. Jakub Javorsky


